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APPORT DE LA DIFFRACTION X A L’ETUDE DES ELASTOMERES CRISTALLISANT SOUS
TRACTION

Pierre-Antoine Albouy
Laboratoire de Physique des Solides, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay

De nombreux élastoméres (caoutchouc naturel, polychloroprenes, polyuréthanes...)
présentent un phénomene de cristallisation spontanée au-dela d’une certaine élongation.
Cet effet, connu depuis tres longtemps, s’accompagne d’une trés nette amélioration des
propriétés mécaniques, ce qui a suscité une multitude d’études ; parmi celles-ci, celles
couplant diffraction X et mesures mécaniques ont connu un regain d’intérét, di notamment
au développement des sources X synchrotron. Je montrerai toutefois que des données de
trés bonne qualité peuvent étre obtenues avec un simple appareillage de laboratoire. Apres
une présentation de ce matériel et de ses performances, j'illustrerai a I'aide d’un certain
nombre d’exemples les différents résultats qui peuvent étre obtenus par diffraction X. Ceux-
ci ne se limitent pas aux caractéristiques de la phase cristalline (taux de cristallinité,
structure, taille et orientation des cristallites) mais I’extension locale de la phase amorphe
peut également étre tres précisément estimée. Ce dernier point a souvent été négligé ou a
donné lieu a des interprétations totalement erronées. Il permet pourtant par exemple de
distinguer les contributions respectives des cristallites et de la phase amorphe a la force de
rétraction. Je montrerai également que l'arrivée dans les laboratoires des nouveaux
détecteurs X de type pixel hybride permet des mesures de cinétique de cristallisation avec
une résolution temporelle tout a fait honorable.
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